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C3 プログラムテスト由期聞が短い 〈高々 ，
3803分 ~2 .5目白長さである ) 
C4 プログラム白大きさが比較的小さい. (約
1000行〉
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モデルMoo. Mos. M tSを5人の学生から収
集した実験データに適用した結巣を表4に示す































r白値 (r~0.01 ， 0.05， 0.10， 0.15， 0 
95， 1. 00) を，縦軸は推定精度~ (N-No)/Nox 1 
OO( %)を表す 図3(b)白太い実線は， N。四値
が∞となった区聞を示している.表5における
最適な r 白値は r を 0.01毎に変化させて N ~
Noとなる時点を求めることで定めた。
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φ(x 10-~) 4..29 
A 1. 31 
< O 
N 61.9 
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3.1で定めた r N 
を用いた場合 r 






1125 1(132 1133 
32 25 23 
61. 9 29.8 16.9 
0.89 O.S~ 0.62 
31.8 25.0 23.2 
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表7 新 Lい方法によるモデルM..自適用結果
xla 
初期エラー数 N。 12 
Np 117.1 
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ルと Lてはs字型モデル申MD8とM18が有望で
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1α旧 2α珂 (min.) 
(a)従来白方法による適用結果
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